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С помощью молекулярно-динамического пакета LAMMPS рассчитаны энергетические и угловые зависимости коэффициентов распыления бериллия частицами плазмы. Эти данные позволяют сделать оценку распыления поверхностей, подвергающихся воздействию плазмы в токамаке-реакторе. Экспериментальные данные в исследуемом диапазоне энергий отсутствуют, наши данные согласуется с результатами независимых расчётов (рис. 1).
Для описания бериллиевой мишени был выбран многочастичный потенциал из работы [1]. Взаимодействие налетающих частиц с бериллием определяется потенциалом, полученным в рамках теории функционала плотности в нашей работе [2].


Рис.1 Зависимость коэффициента распыления Y от энергии налетающих частиц для D-Be. Чёрные точки – наш расчёт, пустые символы – результаты расчётов различных авторов из сборника [3]. Пунктирная кривая – фитирование расчётных данных [3].
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